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XJTAG Boundary-Scan acelera la solucion para test de tarjetas PCB complejas de alta densidad

k€ El equipo de consultoria tecnolégica de IPSES eligié XJTAG Boundary-Scan para test de tarjetas complejas que contienen
mas de 20.000 puntos de soldadura para Linkra Manufacturing Services cuyas tarjetas son fabricados y testeadas para el
gigante de las telecomunicaciones ltaltel. Teniendo en cuenta que el desarrollo de una solucién de test en circuito supondria
un compromiso importante con ingenieria, XJTAG fue capaz de probar el 75% de la tarjeta de forma rapida y rentable.’)

IPSES esta situada cerca de Milan, Italia y produce soluciones
electrénicas personalizadas para aplicaciones cientificas e industriales.
El “equipo fuerte de 10” tiene expertos especializados en redes y
conectividad, firmware embebido, sistemas integrados para
adquisiciéon y andlisis de datos y fabrica componentes para test

automatico de electrénica ensamblada.

Recientemente, la division de
produccion de Linkra Networks ha
comprometido IPSES a desarrollar
una solucién de test para tarjetas
informaticos complejas y densamente
pobladas de componentes que
contienen mas de 20.000 puntos de
soldadura y con alrededor de 5.500
nets de conexion. Linkra habia
previsto una estrategia basada en test
in-circuit. IPSES propuso una solucién
mas rapida y mas rentable utilizando
“boundary-scan” para probar la
mayoria de las conexiones de la placa.
“El costo de la construccion de un
hardware y el desarrollo de software
para probar este placa in-circuit
seria muy alto. Nosotros vimos la
posibilidad de ofrecer una soluciéon
mas barata y mas rapida usando el
sistema de test “boundary-scan” de
XJTAG”, dice Angelo Stella de IPSES.

XJTAG Boundary-Scan es capaz
de testear un gran porcentaje de las
conexiones y componentes, incluidos
los componentes no-JTAG con muy
pocas conexiones fisicas a la tarjeta.
Conectando el XJLink2 a través de
sus 4 pines con el conector JTAG
de la tarjeta, mas de los conexiones
adicionales proporcionadas utilizando
XJIO (expansor de E/S para aumentar
la cobertura de test) permiten a la
aplicacion XJDeveloper de XJTAG
checkear la tarjeta bajo test contra
la informacion de la tarjeta capturada

automaticamente a partir de datos
CAD o introducida manualmente.
La interfaz grafica avanzada de
XJDeveloper le ayuda a configurar
cada proyecto y visualizar fallos en
circuitos individuales, y permite una
répida conclusion del proyecto,
proporcionando tests desarrollados
tales como pruebas de conexion.
Angelo Stella sefiala que XJEase,
el lenguaje de descripcion de test
de alto nivel de XJTAG, es una de
las herramientas mas Utiles que
simplifica el desarrollo de test para
componentes no-JTAG. “XJEase
rompe los limites de la cadena

opIiNion

JTAG. Es un lenguaje abierto, que
puede ser aprendido rapidamente y
proporciona mas flexibilidad para et
test de componentes no-JTAG que
las soluciones ofrecidas por otros
sistemas”. Aflade que algunas de
estas alternativas en otros sistemas
son opciones con un costo adicional,
mientras que XJEase viene integrado
sin este tipo de restricciones.
Utilizando las posibilidades de test
incluidas, las herramientas de clara
visualizacién y el analizador de DFT
(Design For Test) y aprovechando el
XJEase para maximizar la cobertura
de test, el equipo de IPSES ha
creado una soluciéon para testear el
75% de la tarjeta PCB antes incluso
de considerar la creacion de un
equipo de prueba ICT o el uso de un
probador “Flying Probe” (sonda mouvil).
“XJTAG ha resuelto con eficacia
tres cuartas partes de nuestro reto

Angelo Stella
Especialista en Test electrénicos
IPSES

Utilizando XJTAG, hemos sido capaces de ofrecer una solucion a
precios competitivos dentro de un tiempo de respuesta rapido. XJTAG
ha resuelto con eficacia tres cuartas partes de nuestro reto de test con
un esfuerzo de ingenieria comparativamente pequefio y sin necesidad

de hardware personalizado.

El lenguaje de alto nivel de descripcion de test XJEase, es mas
flexible y rentable que otras soluciones, y nos permite probar mas alla

de las fronteras de la cadena JTAG.

XJTAG Boundary-Scan es capaz de testear un gran porcentaje de
las conexiones y componentes, incluidos los componentes no-JTAG,
con muy pocas conexiones fisicas a la tarjeta. Utilizando XJTAG,
hemos logrado una solucién muy satisfactoria y facil de usar.

de test, con un esfuerzo de ingenieria
comparativamente pequefio y sin
hardware personalizado complejo”,
comenta Angelo Stella.

Una ventaja adicional es que
XJTAG es muy adecuado para su
uso en un entorno de produccion,
asi como en un laboratorio de
desarrollo. “Hemos sido capaces de
integrar el sistema y el médulo
XJLink2 de XJTAG en una estacién
de pruebas solida que comprende
fuentes de alimentacion, pines de
E/S y una pequefa cama de
pinchos que proporciona las pocas
conexiones directas necesarias. El
operador simplemente coloca la
placa en el aparato y presiona el
botén Start. Es una solucion muy
satisfactoria y facil de usar.”

NATIONAL
INSTRUMENTS"

IR conAED M Testsmd DGVELOPER

. MICROCHIP
AUTHORIZED
DESIGN
PARTNER

Gian Luca Pizzocolo

Data
Bank

Scientific Electronics

IPSES S.r.l.
Sede Italia

Soluciones a medida para los
instrumentos electronicos de
laboratorio cientificos y
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Disefio, desarrollo y fabricacion
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